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·  Provide test patterns that guarantee reasonable
·  Provide circuitry to enable test
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Test Déterministe - les difficultés

v divergence et reconvergence de lignes
s nombre de chemins
v redondance et indétectabilité

- Slil n'existe pas de vecteur de test pour mettre en évidence
une faute, la faute est indétectable. On dit que la connexion
est redondante (elle peut &tre supprimée)




image7.tmp
Cycles: :;

Shift

Shift

' Dead 'Clock s!quential ' Shift
| Cycle | 1
I' (optional) | Launch |CaP'ure !

.-_ﬂ_l'l_l'l_l'l_l'l

- —— ——

scan_en

. —




image1.tmp
Faute: A collédal
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Modeéle de retard
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N pour exciter la faute, une transition est nécessaire sur le site

N pour observer la faute, un chemin sensibilisé doit exister entre

le site de la panne et une sortie du circuit
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Génération de Vecteurs de Test

BUT : déterminer les stimuli a appliquer en entrée d 'un circuit
pour mettre en évidence une panne potentielle. L 'ensemble de
stimuli doit &tre un ensemble minimal.

~ approches structurelles ou fonctionnelles, circuit combinatoire ou
séquentiel, niveau porte, modéle de collage, délai, court-circuit, ...

PLAN N Généralités
s Test Déterministe
\ circuit combinatoire
s circuit séquentiel
v Test Exhaustif
s Test Aléatoire
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Tc = (nombre de fautes détectées par la séquence de test) /
(nombre total de fautes dans le circuit)




